PANORAMA DE PRUEBAS AUTOMATIZADAS 2016

Recoleccion de Datos de Prueba

de Produccion

Todos los anos las empresas de fabricacion de semiconductores

acumulan decenas de terabytes de datos de pruebas de fabricacion

cuyo valor inherente e impacto sobre el resultado final se pierden.

La explosién de dispositivos del Internet de las Cosas
desafiara las capacidades de las empresas: los productos
se estan volviendo méas complejos mientras que se
disparan las expectativas de calidad; esto hace que los
programas de prueba y los datos que generan aumenten
su tamano exponencialmente. Los datos se recopilan

de fuentes y procesos dispersos geograficamente

y la prevencion de devoluciones o RMA requiere la
conservacion de datos durante meses e incluso afos. Sin
embargo, no todo esta perdido. Las principales empresas
de semiconductores son pioneras en una estrategia de
analisis multifacético de datos masivos para mejorar el
rendimiento de produccién del producto, evitar los escapes
de prueba (los elementos omitidos por el proceso de
prueba) y agilizar la administracion de RMA. Esta estrategia
esta creando un modelo de cémo las organizaciones de
prueba de produccion en otras industrias pueden concretar
los beneficios del andlisis de datos.

Recopilacion y Deteccion

Proporcionar una base sdlida para el analisis de datos
masivos en las operaciones de fabricacion presenta
dos desafios principales. El primero es la recopilacion
de datos de la organizacion que realiza las pruebas en
un formato estandarizado v la rapidez en su entrega,
independientemente de su ubicacién. La mayoria de
los proveedores de semiconductores tienen cadenas
de suministro integradas por distintas empresas de
diferentes paises, que llevan a cabo la fabricacion, el
ensamble y las pruebas. esto impide que los ingenieros
de productos tengan acceso rapido a datos de prueba
finales coherentes. Es necesario adoptar un enfoque
estandarizado para la recopilaciéon de datos a través de
una cadena de suministro global para que las empresas
aprovechen mejor el conocimiento contenido en los datos.

El segundo desafio es el almacenamiento de datos
durante largos periodos, que garantice la facilidad

de acceso para realizar un anélisis detallado. Para las
empresas que participan en los segmentos de mercado
que exigen productos electronicos de alta calidad,

son fundamentales los procesos que puedan ayudar a
limitar los escapes de prueba, resolver rapidamente las
fallas en el campo y administrar las devoluciones. Estos
procesos han generado una mayor necesidad de que los
ingenieros de operaciones trabajen en colaboracién con Tl
para planificar cémo se administran los datos de prueba
globales. ;Se almacenaran los datos en una ubicacion
local, en la nube o en una combinacion de las dos?

Las soluciones de datos masivos deben almacenar y
proporcionar acceso rapido a enormes cantidades de
informacion (decenas a cientos de terabytes) y permitir que
los equipos realicen las tareas de manera mas eficiente.

De Reactivo a Proactivo

El acceso a los datos en tiempo real ayuda a resolver
muchos problemas, pero solo si un usuario puede
extraer informacioén rapidamente de esos datos. Y en el
caso de los datos de fabricacion de semiconductores,
gran parte de ese valor depende de la rapidez del
andlisis. Cuanto mas rapido el usuario pueda analizar los
datos, mas valiosos serén los resultados.

En muchas industrias, la mineria de datos es un
proceso “reactivo”. Cuando algo sale mal (por ejemplo,
de campo), el equipo de ingenieros de un producto
comienza a analizar los datos para determinar el
problema, corregirlo y aplicar medidas para evitar que
ocurra de nuevo. Pero en muchos casos el dano esta
hecho, ya sea porque se retir6 un producto o se produjo
un impacto negativo sobre los ingresos generados por
el producto. El reto es detectar estos problemas con la
suficiente anticipacion para mitigarlos.

Uno de los principales beneficios del anélisis de datos
masivos es ser “proactivo” analizando de forma
automatica y en minutos, cualquier cantidad de datos, las
24 horas del dia. En la fabricacion de semiconductores,
los ingenieros pueden integrar su conocimiento en
motores de busqueda con reglas automatizadas que

procesan datos las 24 horas del dia, buscan problemas
de fabricacion y proporcionan alertas inmediatas.

Actuar a partir de los Datos

Eliminar el problema representa un cambio de paradigma
para los ingenieros de producto y produccion. Ayuda a
enfatizar la resolucién de problemas en lugar de buscaros
continuamente y encontrarlos demasiado tarde para
realizar un cambio significativo.

“"Empresas como Optimal+ estan actuando
bajo la promesa de datos masivos para
la fabricacion de semiconductores,
proporcionando la capacidad casi en tiempo
real para analizar los datos y actuar a partir
de la informacion obtenida reducir el costo
de prueba y mejorar la calidad del producto.
Esta tendencia continuara a medida que
otras industrias comiencen a aprovechar
las ventajas de los datos masivos.”

—NMike Santori, Asociado de Negocios y Tecnologia, NI

Un ejemplo sencillo es un probador de obleas o una placa
de carga que estd empezando a fallar. Por lo general,

el efecto inmediato es una caida en el rendimiento. Sin
embargo. En algunos casos, el problema puede pasar
inadvertido por horas o mas. Si el rendimiento cae un 6
por ciento durante ese tiempo, cualquier material probado
durante ese periodo se pierde irremediablemente.

Los ingenieros de produccién pueden configurar una regla
que compruebe cualquier caida de rendimiento relevante
a nivel estadistico, en cualquiera de las instalaciones de
prueba de la cadena de suministro. En cuanto se activa la
regla, el motor alerta a las personas pertinentes para que

tomen medidas en cuestion de minutos vy, en este caso,
protejan el rendimiento.

Un problema que afecta la calidad de los dispositivos
semiconductores es el nUmero de “contactos” fisicos
durante el ordenamiento de obleas. Dependiendo de la
politica de repeticiéon de pruebas, y debido a la intencién
de "aprobar” un dispositivo, una pastilla (también
conocida como die o dado) puede sufrir demasiados
contactos, lo que pone en riesgo su calidad y confiabilidad
a largo plazo. Pero si el dispositivo pasa las pruebas

como “aprobado’ iqué se puede hacer para evitar que

se envie a la cadena de suministro? Cada pastilla de cada
lote se puede evaluar mediante el uso de analisis, entre

el ordenamiento de obleas y la prueba final, para ver
cuantos contactos recibe. Si alguna pastilla registra mas
contactos de lo que se considera aceptable, esa pastilla
se puede re-etiquetar como “no aprobada” antes de que
pase al armado o la prueba final, lo que elimina una pastilla
altamente sospechosa de la cadena de suministro.

De los Errores se Aprende

Cualesquiera sean los puntos débiles de una empresa (el
rendimiento, la calidad o la productividad), las soluciones
de datos masivos pueden ayudar a mejorar las métricas
operacionales analizando de forma automatica los datos
de fabricacién basandose en reglas que encarnan todo
el conocimiento y la experiencia de los equipos de
operaciones. En la actualidad, muchas de las empresas
de semiconductores mas grandes del mundo, tanto del
tipo IDM como las que no cuentan con fébricas, estan
aprovechando el poder del analisis de datos masivos
para recopilar, detectar y actuar a partir de los datos

de fabricacién globales e impulsar el rendimiento y la
productividad, mejorando, a la vez, la calidad general.

En dltima instancia, esto aumenta los méargenes de
ganancias y la cuota de mercado.
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